DUNKELFELD
BELEUCHTUNG FLDR-LA1
IN EDELSTAHL

FLDR-Si110-LA1-ST-IP54, Dunkelfeldbeleuchtung mit
horizontaler Abstrahlung und 65mm Innendurchmesser.
Robustes Gehduse aus V4A Edelstahl.

Sollen in der Produktionskette Abweichungen frih
erkannt werden, missen Prifungen am Ort des
Geschehens stattfinden.

Im industriellen Umfeld herrschen jedoch keine
Laborbedingungen und entsprechend hoch sind die
Anforderungen an ein AOI-System.

Staub, 0Olige Emulsionen oder aggressive Reiniger
kdénnen Gerat und Material strapazieren.

Kann die Kamera mit entsprechendem Objektiv noch
in einiger Entfernung montiert sein, muss die
Beleuchtung oft sehr nahe am Prifling platziert
werden und ist damit den harten Bedingungen direkt
ausgesetzt.

Speziell fir solche Falle wurde bei Falcon eine neue
horizontale Dunkelfeldbeleuchtung entwickelt.

Aus korrosionsfesten V4A Edelstahl gefertigt, mit
6lbestandigem Anschlusskabel versehen und natirlich
geschiitzt gegen Staub und Spritzwasser nach IP54.

Priifungen kénnen somit direkt in der
Produktionslinie durchgefiihrt werden.

VISION 2022

BILDVERARBEITUNGSMESSE IN STUTTGART

Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der Vision vom
04. bis 06. Oktober 2022 in Stuttgart zu
besuchen.

Die VISION ist die Weltleitmesse flir
Bildverarbeitung.

Sie bietet allen Systemintegratoren,
Maschinenbauer und Bildverarbeiter die perfekte
Gelegenheit, Neuheiten und innovative
Beleuchtungslésungen auf unserem Messestand
kennenzulernen.

Die Vision findet dieses Jahr erneut parallel zur
Motek statt. Somit ist dies die ideale Gelegenheit
beide Messebesuche zu verbinden.

Sie finden uns in der Halle 10, Stand G50.

EINTRITTS-GUTSCHEIN

Nutzen Sie unser Kontaktformular um sich schon
jetzt Ihre personliche und kostenlose Eintritts-
karte zu sichern: www.falcon-illumination.de

VISION

Weltleitmesse fir
Bildverarbeitung

Falcon Illumination MV GmbH & Co. KG
In den Scheibigswiesen 8 | D-74257 Untereisesheim

Fon: +49 7132 99169-0
Fax: +49 7132 99169-10

E-Mail: info@falcon-illumination.de
Web: www.falcon-illumination.de

FALY CON"

ELEKTRONENSTRAHL-VAKUUMKAMMER  seite 2-4)
EDELSTAHL DUNKELFELDBELEUCHTUNG seite 5)
EINLADUNG ZUR VISION MESSE (Seite 6)
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Das Streben nach einer universellen Musterldsung fir
die industrielle Bildverarbeitung ist vermutlich genauso
vergebens, wie den Sand am Meer zu zahlen. Denn die
Vielfalt der optischen Systeme ist nahezu proportional
zur Varietat der zu prifenden Produkte.

Storfaktoren eliminieren

Um ein Produkt wahrend des Fertigungsprozesses mit
einem optischen Gesamtsystem zu Uberpriifen, ist es
nicht allein wichtig, einen flr das Prifteil passenden
Beleuchtungstyp, eine passende Beleuchtungsfarbe und
einen passenden Betriebsmodus zu finden, sondern auch
existierende Storfaktoren zu unterbinden.

Unterschieden wird zwischen Faktoren, die von der
Umgebung, also von auB3en den Prifprozess storen und
von Faktoren, die vom Fertigungsprozess selbst
ausgehen und den Priifprozess stéren.
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Eliminierung externer Storquellen

Ein Beispiel fir eine externe Stérquelle ist eine grelle
Deckenbeleuchtung in der Fertigungshalle. Zur
Eliminierung dieses Problems kdnnte entweder die
Deckenbeleuchtung ausgetauscht, oder eine Abdeckung
Uber dem Priifaufbau angebracht werden.

Eliminierung interner Storquellen

Wenn der Fertigungsprozess selbst den Storfaktor
erzeugt, ist die Lésungsfindung aufwendiger.

Bei SchweiBvorgdngen (z.B. ElektronenstrahlschweiBen)
entsteht wahrend des Fertigungsprozesses ein Eigen-
leuchten, auch Prozessleuchten genannt. Dieses ist oft
so hell, dass die SchweiBnaht sowohl mit dem menschli-
chen Auge als auch mit der Kamera nicht sichtbar ist.

Zur L6ésung dieses unerwiinschten Umstands muss
zunachst das Wellenldangen-Spektrum des Prozessleuch-
tens ermittelt werden.

Hierzu wird eine Spektroskopie wahrend des SchweiB-
prozesses durchgefiihrt.

Spektroskopie Elektronenstrahlschweiflen
—Stahl 5355 L e e
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Spektroskopieaufnahme im ElektronenstrahlschweiBprozess
eines Baustahls S355

Diese zeigt, in welchem Wellenlangenbereich die
geringste und in welchem die héchste Lichtintensitat
existiert.

AnschlieBend wird eine Beleuchtung ausgesucht, die
das zu prifende Objekt wahrend des Fertigungspro-
zesses beleuchtet.

Diese Beleuchtung muss Uber eine Wellenlange
verfligen, die in dem Wellenldangenbereich mit der
geringsten Lichtintensitat liegt. Wenn beispielswiese
die geringste Lichtintensitat im Bereich von 200 bis
500nm vorliegt, wiirde sich eine blaue Beleuchtung
(470nm) anbieten. Das allein wirde aber das Problem
nicht lésen, da die Kamera neben dem
Prozessleuchten nun zusatzliches blaues Licht
erfassen wirde.

Daher muss noch ein passender Bandpassfilter an das
Kameraobjektiv montiert werden, der ausschlieBlich
die Wellenldange 470nm passieren lasst. Dadurch zeigt
die Kameraaufnahme lediglich den von der blauen
Beleuchtung angestrahlten Bereich (beispielsweise die
SchweiBnaht).

Durch diese Methode kann, die vom Fertigungsprozess
erzeugte Storquelle eliminiert und der Prifprozess
sichergestellt werden.
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Links: Bildaufnahme ohne Bandpassfilter
Rechts: Bildaufnahme mit Bandpassfilter Blau 470nm

Die vorgestellten Untersuchungen wurden am ISF der RWTH Aachen im
Rahmen des SFB1120-236616214 ,Bauteilprazision durch Beherrschung
von Schmelze und Erstarrung in Produktionsprozessen™ durchgefiihrt
und durch die DFG gefordert. Fir die Forderung und Unterstiitzung sei

an dieser Stelle gedankt.




